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如 光谱法 为在线过程监测和 的 要 。布鲁克光谱仪连接

光纤探头可以实时直 在线监测 过程。

布鲁克 的 MATRIX 系列 FT-IR 和 FT-NIR 过程 制光谱仪，

可直接在过程反应 或管道内测量， 的 和 制 过程。

其 新性的一体 设计 了测试 的长 连 可 性， 仪器

发 ， 上实现了仪器之间 型的传 和 。同时，仪

器设计 、 固 用，性能 ， 定性 ， 本 。 

布鲁克 有 的在线实 应用经验，目前 在 、 和 合物行

，以及 、 料 装了 台布鲁克在线光谱仪。

FT-IR / FT-NIR 过程光谱仪

测量 ，实时监测 制 过程



FT-NIR 分析 的实时在线监 的 。 传

的光谱仪只能 装在 近监 线的 方，这 将

分析 在 、 、 。

，测量 有时 接近， 至是 。

通过利用光纤 ，MATRIX-F 可 实测

，将探头直接 装在 样 ， 了 现场测试的

度。此外， 特别 时可将 置于带 的

内，这样可以 度 ，进一 光谱仪的性

能，还可以  MATRIX-F， 其 过度 和 。

布鲁克光谱可根据客户不同在线分析需 ，提供 方

。

FT-NIR 过程监测

如 ，制 不仅 的质量， 于将

的质量监 实验 过程的实时监 ，

提 。

通过 制 过程 质检测，可以 物料使用，

不合 ， 本。 

使用在线 MATRIX-F FT-NIR 光谱仪的 要 有：

 提供 准 的在线

 ，多组分同时分析 

 可选光纤扩展 内置式 通道多路器

 型直接传  

 固 用， 本

 可用于

 以 连接和 标准通

光纤的

MATRIX-F 过程光谱仪



MATRIX-F 一台仪器，多种可能

MATRIX-F 系列

MATRIX-F 是目前唯一的只用一台仪器就可对物料进行接触

式测量和非接触式测量的光谱仪。有不同的测量附件可供使

用：

 光纤探头： 
可根据需要配置漫反射、透反射或不同光程长度的液体透射

探头，以及流通池或其他试验性装置。还可根据物料性质选

择配置不同材质的探头，如不锈钢、哈氏合金或陶瓷。此外，

探头还可量身定制不同长度及各种法兰。

 非接触式测量的发射探头：

非接触式发射探头内置钨灯光源，可以直接照射样本，并将

收集的散射漫反射光通过光纤传输至光谱仪。通过这种方

式，可以进行远程非接触式测量，实现一系列全新应用。

标准版 MATRIX-F 可灵活配置各种不同的光纤探头，广泛

用于反应器、管道或旁路的在线过程监测。它可以提供多达

六个流通池或探头的光纤连接，对液体和固体进行接触式测

量。 

对于非接触式测量，布鲁克设计了 MATRIX-F emission。它
利用非接触式的发射探头，可直接在传送带上或通过视窗对

固体样本进行测量监测。

MATRIX-F duplex 是 MATRIX-F 和 MATRIX-F emission 

的组合。由于配备了两个检测器，光路可在内部或外部光源之

间进行切换，为客户提供充分的灵活性。MATRIX-F duplex 
是市场上唯一可以仅用一台仪器进行接触式测量和非接触式

测量的近红外光谱仪。

MATRIX-F: 经典 FT-NIR 光谱

仪，通过光纤连接流通池或浸入

式探头，用于固体或液体分析。

MATRIX-F emission: 特别版

MATRIX-F 光谱仪，通过光纤连

接非接触式发射探头，仅用于

非接触式测量。

MATRIX-F duplex: 经典 MATRIX 

- F 的扩展型号，可同时连接常规

光纤探头和非接触式发射探头。  



附件

浸入式探头

浸入式探头广泛 应用于 FT-NIR 过程 制。 多 ，

设备或反应器需要 配备用于连接浸入式探头的标准

。布鲁克将 选择 材质的合 探头， 的

件 配。

浸入式探头可根据测量方式分为 ：

 用于透 液体的透射探头

 用于固体材料的漫反射

 用于 液或 液的透反射探头

根据不同需 ，有不同 型的光纤可供使用。标准透射探头

使用 光纤， 透反射和漫反射探头通常利用光纤 进行

光 号的传输。

光纤探头 号传输 准度、 性。同一 型光纤探头

的 型，可在不对 据进行 的 进行

型传 。

流通池

浸入式探头外，流通池 广泛用于过程 制。流通池可直

接 装 管道或旁路 ，使 测样 流过流通池。流通池

各 ， 用于不同的管 。其测量方式 浸入式探头

，光纤将 近红外光源的光 照射 样 。光 透样

本 ， 一根光纤 集并传输 检测器。

光纤通常利用 固定 置。 此，可以在 换或 光

件 ，还可 度 新 装， 光路的准直性，

实现 型传 。

布鲁克光谱提供各种 型流通池，充分 客户的特定需

。

透射探头，可选带法兰，用于测

量透 液体 ：Hellma Ana-
lytics 。

漫反射探头，用于漫反射测量

固体、 物和不透 液体

：Solvias AG 。

透反射探头，用于测量散射性液

体， 如，发 液、 料、 液，

以及各种各样的 和 。

视窗式流通池，可 装在管道系

或旁路 ：Solvias AG 。

法兰式流通池，可 装在管

道系 或旁路 ：Hellma 
Analytics 。



非接触式发射探头

布鲁克设计的非接触式发射探头用于在漫反射 式 对

的固体物料进行非接触式测量。 之传 的漫反射探头，

此探头 备以 特 ：

 两个 NIR 光源可照射直  10 mm 的 样

是传 漫反射探头的 20 。

 用 光纤将光 号传 光谱仪， 传 探头

本。

 探头内置 ，可在过程 制时 测量 ， 需

探头， 其他固体探头 。 

的 样 可以 样 的 ，非常 于测量

非 质样 ，如 、 料、 合物 或 液。

发射探头可连接 管道或反应 的视窗上，还可以 设在传

送带上测量 的物料。

MATRIX-F 有多路扩展 能，内置光 多路 换器，一台

可 制多达 6 个探头。 光 或 光 ，

了 准 的 ， 了 个 测量 的 。

用

布鲁克 发了各种附件，可在要 的 装探

头。 

 流 装置可用于 达 75°C 。 

 装置可用于 的 ， 测量窗

 。 

 可进行灵活连接，使仪器 装 上，

 如 。 

此外，可根据视窗或管道定制不同附件。 

探头可置于实验 上，用于

线测量。

探头可连接 各种反应器的视

窗。

探头可 装 和视窗灵

活连接， 测量 的 ，

和 进入。

装置可以 测量窗

， 如， 的 。



附件

多路器

MATRIX-F 光谱仪提供 1 通道、2 通道或 6 通道内部多路

器。通过一台 MATRIX-F， 多可监   6 个测量 ，

本。光纤探头可利用标准 SMA 接头或 BQC 布鲁

克 接 连接 光谱仪。

如 需要，可利用外部 6 通道多路器监 多的分析 ，进

一 扩  MATRIX-F 的多 分析 能。 内部多路 换器

，外部多通道扩展 用连 、 的光 换

制， 测量 性和可 性。外部多路器同样可用 SMA 

和 BQC 接 连接光纤。 

过程分析仪

MATRIX-F 及其外 设备，如外部光纤多路器和  PC 
， 可 入标准的 19 ，非常 于在过程

分析仪 内使用。

以 使用 ：

 度

 需要对光谱仪的 进行 制

 于 量

 度特别 的

可 内部 定的 度和 度， 此 使外 件

有 能 定测量。

布鲁克提供 两种不同 的 。 能为 
MATRIX-F 、外部 6 多路器和带 TFT 的  PC 

提供 的 间。 为有 间 设计，可以装

入一台 MATRIX-F。

配置 系 和 带 的

。



前 行方 的 在 器 ，可 时对之进行

和分析。 

CMET 提供 标准接 可以集 各种过程 制 ，

各种标准通 ， ：

 4-20 mA 
 Modbus
 Profibus DP 
 OPC
 ...

CMET 过程 件

在过程分析过程 ， 定可 的 件 方 不可 。布

鲁克在OPUS 件的 上，利用 OPUS 件通 和

能， 发了 的过程 制 件：CMET。同时

入式监测 能，可  CMET 的可 性和长 定性，

件 行。

CMET 由 Setup 设置 和 RunTime 行 两部分组

。设置 部分由 的光谱仪设置、 设置、输入

输 通 设置以及方 设置组 。可 对不同的应用，灵

活 合各种 要 能设置不同应用方 。 

在方 设置 将 有设置进行 合。如用户可以 定特定的

光谱仪使用特定的测量通道测量特定的 。如有 要，还

可定 外部触发器，将 CMET 的 集 其他 件

。

设置 ， 可 行 Runtime 件。Runtime 件 为用

户提供 行方 的 视 ，可 前 以及 有 定

的 。

件



MATRIX-MF FT-IR 过程光谱仪

MATRIX-MF 标准配置 1 个光纤 用于连接 ATR 探头，

可灵活选配， 多可选配 6 个 。ATR 探头通常配备传输

的 光纤，光纤 长可达 5 。

MATRIX-MF 备  MATRIX-F 一 的长 定性和

性。布鲁克提供可选附件，利用 或 N2 对光谱仪进

行 ，以 和 的红外 收 ，

光谱性能。在 时，FT-IR 还可 装在 的 度

和 度的 内。

MATRIX-MF 的应用 ：

 常规性 和 试

 分

 有 合

 发

 反应

FT-IR 过程监测

MATRIX-MF 是布鲁克 MATRIX 过程光谱仪系列的 红外

FT-IR 版。它 用  MATRIX-F 同样的 用 设计，

备 的 用性和 定性。 用 ATR 全反射 探头对

样本进行测量， 需进行 的样本制备。

MATRIX-MF 利用 的 红外 为 谱

。 红外 收 对近红外 ， 能 收 ，可

以通过 或 监 反应过程。 发、应用

发或过程 带 利。

MATRIX-MF 提供两种不同的检测器：DTGS 和 MCT。 

DTGS 检测器可在 使用， 灵 度 ，测量时间

对 长。

对于要 的应用，布鲁克 使用 MCT 检测器。MCT 
检测器灵 度 ， 应 度 ， 在 。根

据 体应用，布鲁克提供了液 LN2 的检测器，或

检测器：

 LN2：检测器 时间  12 h 或 24 h

 ：Cyrocooler 或 TE 检测器



MATRIX-MF FT-IR 过程光谱仪

反应监测 件

为 利用 MATRIX-MF，一 灵活 直 的 件至

要。布鲁克的反应监测 件 有多种不同 能，可提供 前过

程 的 视 ，以及 时间发展 的 视 ，使 实

验 或 过程 可以管 并监测反应或过

程。

件可设置 特定的 要 监测 的 反应，

如设置 特定的 或 用于监测 过程。

对于 的过程或 发目的，可实时设定不同的 方法

或多 量分析方法， 用 方式 监 过程 。 外，

用于过程监测和 。布鲁克 件为设置和定

过程反应的 提供了不同方式。 

通过集 的 件 ，可 有 前测量光谱对应

的 如， 或 物质 。通过这种方式，可将光

谱 外部 或 反应 。

Silicon ATR 光纤探头 直   

6 mm ， 测量的

选择。

金  ATR 光纤探头 直

 3.17 mm ， 用于 型反

应器。

金  ATR 光纤探头 直   

12 mm ，同样 用于 ATEX 。

金  ATR 光纤探头 直   
6mm ，带 金 ，同样

用于 ATEX 。

FT-IR 光纤探头

布鲁克可提供多种材质的 ATR 探头以 应用户的不同应用

需 。在 多 ， 度和 性的金  ATR 
探头是 方 。 对于 物质，如 或

， 可能有 要使用 Silicon ATR 探头。布鲁克有不

同直 、长度、材质的多种探头可供选择，并 有 型号，

应过程 制需 。



布鲁克的过程光谱仪 MATRIX-F 和 MATRIX-MF及其光纤探

头 经过 ，可用于有 的 。标准光谱仪和光纤

探头可进行 装，以 合 的 全标准。

于 个系 的不同部件布置于 ，可进行以 装：

 在 通过光 管进行 据传输 
 ，通 或 仪器内部

 有 材料 光 、 合 于 的 
ATEX 要

MATRIX-F ex

MATRIX-F 通过 ATEX ，并 合以 标准： 

 II 2G Ex px II T6 Gb 
 II (1) G [Ex op is T4 Ga] II C

MATRIX-MF ex

MATRIX-MF 通过 ATEX ，并 合以 标准：

 II 2G Ex px II T6 Gb 
 II (1) G [Ex op is T4 Ga] II C

用于 的非接触式发射探头

合 MATRIX-F ，Q412 传 探头 通过 ATEX 。

它 合以 标准：

 II 2D Ex tD A21 IP 6X T85°C 
 II 2(1)G Ex d [op is T6] IIC T6

于通过 ATEX 的仪器，布鲁克能为客户带 量身定制

的 方 ，在 客户的特定要 。

方

型 MATRIX-F ex

带金  ATR 探头的 MATRIX-MF ex

非接触式发射探头的 MATRIX-F emission



验

过程 制 件 方

布鲁克光谱 过程 制行 的 有 件 ，  

OPUS OPtics User Software 、CMET 以及反应监测

件， 经过充分验 ，能可 客户要 。

布鲁克光谱的 及 全 合 有质量标准，如 ISO 
9001 和 ISO 13485 多 制 的 标准，

为 件和 件 合 的供应 ，可为 客户提供 的

仪器及附件的 。

布鲁克 FT-IR 和 FT-NIR 光谱仪内部配备有标准材料和 光

的 光 ，由 OPUS 件的 OVP Optics Validation 
Program 程 制， 照 标准对仪器进行性能检

测，并对仪器性能 标进行 ，以 定仪器 行 是

常、规 。

此外，布鲁克为用户提供 质量标准验 件 ，如 USP
和 Ph.Eur 。OPUS 还 用户 定 验 程 ，以 不

同的验 要 ，并以 性 ， 用户 利

。

全 合 GMP 和 21 CFR Part 11 规定

OPUS 光谱分析 件带有 合 GMP 标准要 的实验 常

规程标准， 有多 用户的多 别 全管 、不可

的 据 件和 特 。此外，OPUS 

全 FDA 布的 21 CFR Part 11 规定 、

。

布鲁克验



应用

、 料 

 20  70 的 一 用近红外 分析仪， 现在

的 换近红外光谱仪，近红外光谱分析 在 、

和 料行 的应用经 了 的发展。不过在过程 制

， 多 使用 的传 器 监测 ，如

度、流 、pH 。这 在 质量时 用

有 。

FT-NIR 光谱仪不仅能对不同 的物料进行定性

别， 其 要的是可同时 多个 分的定量 ，如

、 质、 分或固体 量 ， 传 分析 有 的

。

FT-NIR 分析的典型应用 有：

 料及 料 料

 和 物 

 用 和

 制

 物 料

 和

：

是 的一个 ，其特 是能

。

通过在 料 或 入料 以及流 器的

装近红外探头，对 分 量进行连 监 ，可以使

分 量 接近目标 ，不仅 制了能 ，直接 了

本，此外，还 了 不合 ， 了 和 ，

提 了 。

： 料

根据 的 型，种 / 实要在应用 或 之前进

行 或 。 用在线 FT-NIR 对 的物料以及

的 分和 实时监测，能 可 提 过程 。

直接对 的 、 或 进行分析 ，进

可对 过程进行 ， 不合

， 的 。

：

为 多， 经 的 度 ， 制 的

质量， 要的是 度的提 分 量使其接近标

16%。可利用近红外漫反射光纤探头或发射探头通过标准

法兰 装于 流路 对其 分及 量进行监测。

量和 24/7 全 行，FT-NIR 通常在

个 内就可实现 。

  

非接触式发射探头 装在传送带之上，对

进行连 分析。



、 合物&制  

目前， 、 和制 行 将质量 制

至 过程 ， 用过程分析 PAT 对反应过程和

流程 各个 进行 制， 能可 的

质量。布鲁克 FT-NIR 光谱仪可对 料、 间 和

进行实时分析 实现过程 制。

： 行

FT-NIR 检测 度 ， 了 的样 ，可以同时

分析多种组分 标， 度 ， 广泛的用于各种

。典型应用有：监测 的合 、 和

，以及 反应的 定。

： 合物

通过 FT-NIR，可以在 合物的

监测 度、 、 或 体 量 典型 ，这

不 对 分 要， 对 合物

质 分 。此外，近红外还广泛应用于 在线分

析，监 和 量。

： 制

制是一个 的 过程，可应用 FT-NIR 和

制不同的 。 的 分 ， ： 、

和 ， 的 有多种 ，

可利用FT-NIR进行实时 制，分析其 RON 和

MON 、 度和 PIONA ，以 装置的 性能，

。此外，FT-NIR 还广泛用于监测 和 和 。

：制  

制 行 及 合、 、 、 和 多种

。通过 MATRIX-F 合漫反射光纤探头或发射探头，可

以对 进行在线监测， 全， 度

不合 。

此外，布鲁克还提供 在线分析方 ，检测 量

度。

过程探头 装于流 反应器
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 欢迎关注布鲁克光谱官方微信

布鲁克光谱 有 多 、应用全 的 以及 布

的应用实验 。 是常规的质量 制还是 的 应

用， 客户至上的 ， 的应用 可以 发

合 的方法 实现 的目标。 的目标是为客户提供及时、

和 的 和 。

设计 质量，布鲁克光谱的 一 以 定可 。

使 现 ， 有经验 的 为 提供

的 和 ， 。此外， 还提供各种

件 和 ，为 提供 及时、 全 的 ，

的 本，使 的系 行。




